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Kierunek studiow

Elektronika i telekomunikacja

Data rozpoczecia studiow

pazdziernik 2025 r.

Rok akademicki realizacji
przedmiotu

2027/2028

Poziom ksztalcenia

| stopnia - inzynierskie

Grupa zajec

Grupa zaje¢ fakultatywnych

Grupa zaje¢ powigzanych z
prowadzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki
zwigzanej z kierunkiem - profil
ogolnoakademicki

Forma studiéw stacjonarne Sposéb realizacji na uczelni
Rok studiow 3 Jezyk wykladowy polski
Semestr studiow 5 Liczba punktéw ECTS 5.0
Profil ksztatcenia ogolnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadzaca

Woydziaty Politechniki Gdanskiej -> Wydziat Elektroniki, Telekomunikaciji i Informatyki

Imie i nazwisko
wyktadowcy (wyktadowcdow)

Odpowiedzialny za przedmiot

dr inz. Pawet Kalinowski

Prowadzacy zajecia z przedmiotu

dr inz. Pawet Kalinowski

Formy zaje¢ Forma zaje¢ Wyktad Cwiczenia Laboratorium | Projekt Seminarium |RAZEM
i metody nauczania Liczba godzin zaje¢ [30.0 0.0 30.0 0.0 0.0 60

W tym liczba godzin zaje¢ na odlegtosc¢: 0.0
Aktywnos¢ studenta Aktywnos¢ studenta |Udziat w zajeciach Udziat w Praca wtasna RAZEM
i liczba godzin pracy dydaktycznych, objetych konsultacjach studenta

planem studiow
Liczba godzin pracy |60 5.0 60.0 125
studenta

Cel przedmiotu

Nauka studentéw podstawowych zagadnier metrologicznych w pomiarach wielkosci nieelektrycznych

Efekty uczenia sie
przedmiotu

Efekt kierunkowy

Efekt z przedmiotu

Sposob weryfikacji i oceny efektu

[K6_UO03] potrafi zaprojektowac,
zgodnie z zadang specyfikacja,
oraz wykonac typowe dla kierunku
studiow proste urzadzenie, obiekt,
system lub zrealizowa¢ proces,
uzywajac odpowiednio dobranych
metod, technik, narzedzi i
materiatéw, korzystajac ze
standardéw i norm inzynierskich,
stosujac wiasciwe dla kierunkow
studiéw technologie i
wykorzystujgc doswiadczenie
zdobyte w Srodowisku zajmujgcym
sie zawodowo dziatalnoscig
inzynierska

Student potrafi, postepujac
zgodnie z instrukcja, ztozy¢ uktad
pomiarowy oraz przeprowadzic¢
pomiary charakterystyk
przetwornikéw wielkosci
nieelektrycznych oraz dokonaé
analizy uzyskanych wynikow
pomiaréw

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejetnosci
korzystania z metod i narzedzi

[K6_WO03] zna i rozumie w

Student definiuje podstawowe

[SW1] Ocena wiedzy

zaawansowanym stopniu budowe |zagadnienia metrologiczne w faktograficznej
i zasady dziatania komponentéw i | pomiarach wielkosci
systemow zwigzanych z nieelektrycznych - klasyfikuje
kierunkiem studiéw, w tym teorie, |metody pomiarowe - ttumaczy
metody i ztozone zaleznosci zasady dziatania podstawowych,
migdzy nimi oraz wybrane wybranych technik, procedur
zagadnienia szczegotowe — pomiarowych
wiasciwe dla programu ksztatcenia
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Tresci przedmiotu

1. Pojecia podstawowe wielko$¢ mierzona, obiekt pomiaru, przetwornik pomiarowy, tory pomiarowe, btedy
pomiarowe. 2. Przetworniki pomiarowe klasyfikacja, wtasciwosci metrologiczne czujnikéw i ich wyznaczanie.
3. Wiasciwosci dynamiczne przetwornikéw. 4. Sensory rezystancyjne w uktadach pomiarowych 5. Pomiary
naprezen - tensometry 6. Ograniczenia w pomiarach tensometrycznych, pomiary cisnienia 7. Czujniki
indukcyjne i ich zastosowania 8. Czujniki pojemnosciowe i ich zastosowania 9. Uktady pomiarowe czujnikéw
impedancyjnych 10. Pomiary sity i ci$nienia 11. Pomiary przeptywu 12. Przetworniki impulsowe i kodowe 13.
Przetworniki optoelektroniczne - detektory termiczne 14. Przetworniki optoelektroniczne - detektory fotonowe
15. Pomiary potozenia i ruchu 16. Pomiary sejmiczne 17. Pomiary drgan i wibracji 18. Akcelerometry
piezoelektryczne 19. Przetworniki fadunkowe 20. Przetworniki tadunkowe - ograniczenia i uktady pomiarowe
21. Pomiary wzorcowe temperatury 22. Termorezystory 23. Termopary 24. Pétprzewodnikowe czujniki
temperatury 25. Termometry kwarcowe i specjalnego zastosowania 26. Podstawy pirometrii optycznej 27.
Pirometry monochromatyczne, radiacyjne i wielospektalne 28. Pomiary wilgotnos$ci 29. Mikrosystemy
MEMS, MEOMS 30. Mikrosystemy - aplikacje

Wymagania wstepne
i dodatkowe

Nie ma wymagan

Sposoby i kryteria
oceniania osigganych
efektéw uczenia sie

Sposéb oceniania (sktadowe)

Prég zaliczeniowy

Sktadowa oceny koncowej

Laboratorium

50.0%

20.0%

Wyktad

50.0%

80.0%

Zalecana lista lektur

Podstawowa lista lektur J. S. Wilson, Sensor Technology Handbook, Elsevir 2005, takze wersja
elektroniczna Materiaty autorskie do wyktadu i laboratoriéw, dostepne u

prowadzacego

Uzupetniajaca lista lektur Brak wymagan.

Adresy eZasobow Adresy na platformie eNauczanie:

Przyktadowe zagadnienia/
przyktadowe pytania/
realizowane zadania

Praktyki zawodowe
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy
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